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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 5: Méthodes d’essais d’environnement, d'endurance et mécaniques

1)

2)

3)

4)

5)

6)

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation cumpc ~ée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a pour ov'at ¢>
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domc.ines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes intc-natic ~ales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national . “tére .~ par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne. entales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement “vec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les de!ix ¢ ‘ganisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques repre.=nten. dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Ctmités natiunaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations .\ ternitionales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Com, 2s nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités natior.~u - de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes intarnac 2nales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de |1 CE! et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette denie. >

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage coi. me .2dication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'unc.de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des élémen.> d-. la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61747-5.a e établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélectroniques, d'affichage et d'iria;,eric, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cette norme est isct 1'une partie des amendements 1 et 2 de la CEl 60747-5 et
des documents suivants:

| FDIS Rapport de vote

| 47C/203/FDIS 47C/211/RVD

Le rapport de »cte indigué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'app: 2baiuon de cette norme.

L'annex> A est donnée uniquement a titre d'information.
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3)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -
Part 5: Environmental, endurance and mechanical test methods

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization cc mpri.ing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to p. mo.»
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic .’2lds To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. The! pi~pare ‘on is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject —ealt wi‘n may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organize ions liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Internitional Grganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement Hetween the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, 3s n arly.as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technica!-~om.»it’ee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use «nd are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the Nat onal Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees indertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in tteir rational and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding-naiv. na or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its e .rove’ and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its star dard .

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held respons’hle for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61747-5 has he=n prepared by subcommittee 47C: Optoelectronic,
display and imaging devices, of IEC tzci nicci committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based o> a part of amendments 1 and 2 to IEC 60747-5 and the
following documents:

-
I— FDIS Report on voting
L

47C/203/FDIS 47C/211/RVD

Full informaticn c¢n the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indic~ted.in the above table.

Annex A is for information only.


https://www.stdhive.com/standards/iec-61747-5-ed-10-b1998-pdf/

-6 - 61747-5 © CEI:1998

DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS —

Partie 5: Méthodes d’essais d’environnement, d'endurance et mécaniques
1 Geénéralités

1.1 Domaine d’application objet

La présente partie de la CEIl 61747 répertorie les méthodes d’essai applicables aux dispnsitifs

d’affichage a cristaux liquides. Elle a pris en compte, dans la mesure du possikle, les
méthodes d’essai d’environnement de la CEl 60068.

Elle comprend en outre l'inspection visuelle des cellules et des modules d'affichage a cri’:itau.- liqu:ides.

NOTE 1 — Cette norme est établie séparément de la CEIl 60749, puisque la technologie des dispositifs "affichage a
cristaux liquides est complétement différente de celle des dispositifs a semiconducteurs en ce qui conc 2rne

— leurs formes et dimensions;

leurs matériaux et dimensions;

— leur fonction;

les méthodes de mesure;

les principes d’opération.
NOTE 2 — Les dispositifs incluent les cellules et les modules.
L'objet de la présente norme est d'établir des ‘nétioacs d’essai uniformes privilégiées

indiquant des valeurs préférentielles pour les niveaux .'e contraintes, permettant d’estimer les
propriétés environnementales des dispositifs d’affichage « cristaux liquides.

En cas de contradiction entre la présente norme et une spécification particuliére, cette derniére
doit prévaloir.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants ~onuennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des di:positions valables pour la présente partie de la CEl 61747.
Au moment de la publicatior;'es ¢ litions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les artizs prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 61747 sont invitée< a recnercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents normutifs ‘ndiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'|SO possédent le
registre des Normex inte ‘nationales en vigueur.

CEI 60068, E<sa.s d’environnement

CEI 60068-1.1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide

CyUl bC7k8-2-1:1990, Essais d’'environnement — Partie 2: Essais — Essais A: Froid

Cr!' 60068-2-2:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur séche

CEI 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEIl 60068-2-5:1975, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Sa: Rayonnement
solaire artificiel au niveau du sol
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -
Part 5: Environmental, endurance and mechanical test methods

1 General

1.1 Scope and object

This part of IEC 61747 lists test methods applicable to liquid crystal display devices. It takes
into account, wherever possible, the environmental test methods outlined in IEC 60068.

It also includes visual inspection for both liquid crystal display cells and modules.
NOTE 1 - This standard is established separately from IEC 60749, because the technology of liquid « rysta: display
devices is completely different from that of semiconductor devices in such matters as

— shape and size;

— used materials and structure;

— function;

measuring methods;

— operation principles.

NOTE 2 — Devices include cells and modules.

The object of this standard is to establish uniform proferiea (cst methods with preferred values
for stress levels for judging the environmental propertie = 01 liquid crystal display devices.

In case of contradiction between this standard andc-a relevant specification, the latter shall
govern.

1.2 Normative references

The following normative documents (an‘ain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part ©f I.C 61747. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative docu™mei ts are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61747 «are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the norme“wve documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently vah. International Standards.

IEC 60068, Environmaonial testing

IEC 60068-1:1188, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60038-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Test A: Cold

. C 6206£-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test B: Dry heat

IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state

IEC 60068-2-5:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Sa: Simulated solar radiation
at ground level
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CEI 60068-2-6:1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc et guide: Vibrations
(sinusoidales)

CEI 60068-2-7:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga: Accélération constante

CEI 60068-2-13:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
atmosphérique

CEI 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température

CEI 60068-2-20:1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEI 60068-2-21:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustessc des
sorties et des dispositifs de fixation

CEI 60068-2-27:1987, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ea et guia>: Cnocs

CEI 60068-2-30:1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Db 2t guide: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEI 60068-2-38:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais - F_ccal Z/AD: Essai cyclique
composite de température et d’humidité

CEI 60068-2-45:1980, Essais d’environnement — Partie .- lssais — Essai XA et guide:
Immersion dans les solvants de nettoyage

CEI 60747, Dispositifs a semiconduceurs

CEI 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs - vispasitifs discrets — Partie 1: Généralités
Amendement 1 (1991)
Amendement 2 (1993)
Amendement 3 (1996)

CEI 60747-5:1984, Dispositifs a semicorJucteurs — Partie 5: Dispositifs optoélectroniques
Amendement 1 (1994)

Amendement 2 (1995)

CEIl 60748-1:1984, Dispositifs<> scmiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 1: Généralités

CEI 60749:1996, Dispositif. 4 s2miconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEI 61747:1998, Disocsiti’= d'affichage a cristaux liquides et a semiconducteurs
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IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-7:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga: Acceleration, steady state
IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-21:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: St.~ck

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guideace. Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-38:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tes. Z/A)D: Composite
temperature/humidity cyclic test

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Te,t XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents

IEC 60747, Semiconductor devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices — Part 1 — General
Amendment 1 (1991)

Amendment 2 (1993)

Amendment 3 (1996)

IEC 60747-5:1984, Semiconductor devices - art 5: Optoelctronic devices
Amendment 1 (1994)

Amendment 2 (1995)

IEC 60748-1:1984, Semiconductcr acvices — Integrated circuits — Part 1: General

IEC 60749:1996, Semiconc’uc’or devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61747:1998, Liquid c-vstal and solid-state display devices
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